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特性测量 [ 1 ]。全面而准确地掌握这些特性 ,对分析、
改进电子材料与元件的性能十分重要。以前 ,这类测
试工作是采用测试仪器人工逐点给出不同测试条件









电子转换开关、装有 W INDOW S2000以上操作系统的
计算机。其中 LCR测试仪采用现有的 HP 4284A 型
LCR测试仪 ,频率范围是 20 Hz～1 MHz,并为其添置
了一块 Agilent 82350 PC I GP IB接口卡 ;高低温试验箱
采用带有标准 RS232接口的可编程温度控制器高低











块 [ 3 ] (电子转换开关的中心部件 ) ,将一台程控 HP
4284A 型 LCR 测 试 仪 和 一 台 A I 仪 表 程 控 的
W GD6003G型高低温试验箱有机地集成 ,引入计算机
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图 3　功能模块图
3. 2　软件特点
(1) 全中文 W indows操作界面 ;




(4) 可同时进行 16个样品测试 ;
(5) 测试过程无需人工干预 ,全自动完成 ;
(6) 实时显示测试数据及曲线图 ;
(7) 测试结果准确可靠 ,重复性好 ;
(8) 数据可输出为 DATA格式 ,可用多种数据处
理软件进行处理 ;

















定测试频率 ;样品选择有 C (圆片型 )、D (其他定型样









(5) 曲线窗口。 (如图 5所示 )。
图 5　曲线窗口 (下转第 59页 )
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件的电容 2温度特性 ,测量条件为频率 1 kHz,温度变化
范围在 - 25℃～85℃。测试所得的电容 2温度曲线如图
5所示。从图中看出 :该类型 BaTiO3 陶瓷电容元件在
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